cesxosovens<t | POPIS VYNALEZU | 202 306

REPUBLIKA

(19) -
v - < | (1) (B1)
K AUTORSKEMU OSVEDCENI
(61) ,
(23) Vystavni priorita ' (51) Int.CI> G- 01 N 17/00

(22) Prihldgeno 13 03 78
(21) PV 1580-78

URAD PRO VYNALEZY
(40) Zvetejnéno 30 04 80

A OBJEVY (45) Vydano o1 o4 83

)
Autor vynslezu DVORAK ALOIS, PRAHA

(54) Zatizeni pro méifeni a registraci délkovjch zm&n podlouhlého vzorku p¥i elektro-
chemickyeh d&jich

1

Vynélez se tyké zaifzeni pro m¥Feni a registraci délkovych zm&n podlouhlého vzorku
p¥i elektrochemickych d¥jich, napt. pri galvanickém pokovovéni, popFipedd vodikovéni kovd.

Zer{izent je zaloZeno na dilatometrické metodd, jeji¥ princip spolivéd v tom, Ze se
na péskovy nebo drétovy vzorek vyluduje povlak, nebo se vzorek podrobuje procesu navodiko-
véni,Aa v brﬁbéhu téchto operaci se m&F{ nebo automaticky registruje jeho zkracovdni nebo
prodlufovéni., Z t&chto délkovych zmdn se pak vypo&tem urduje charskter a velikost vnit¥ni-
ho pnut{ vyludoveného povlaky resp. intenzita pronikéni vodiku do zku3ebniho vzorku. Pong-
vad® jek vnit¥n{ pnutf{ povlakd, tak i navodfikovéni Zasto siln& zhor3uje pivodni mechanické
vlastnosti zdkladniho materidlu, je m¥Feni tdchto velilin vyznemné nejen ‘pro zvySovéni
kvality vlestnich povlekovych systémd, ale i pro zvysSovéni trvanlivosti pokovenych sou-
g4stf 8 df1l4, resp. dflQ, pfi jejich vyrobd anebo provozni funkei dochézi k navodikovéni.

Znémé zapizeni pro méfeni a registraci délkovych zm&n podlouhlého vzorku pPi elek-
trochemickjch d&jich sestdvéd z upinecfho rému pro upnut{ nehybného konce m&Feného vzorku,
z napinaciho ustrojf pisobictho na pohyblivy konec m¥Feného vzorku konstentnim piedp&tim
a z hlavice s vestsvinym elektrickym indikdtorem délkovych zmén vzorku. Pohyblivéd &dst
elektrického indikdtoru je pevn¥ spojena s pohyblivym koncem m&Feného vzorku, pevnd &ést
indikétoru je piipojene k matici mikrometrického 3Sroubu a mezi pevnou &dsti elektrického

indikétoru a matici mikrometrického Broubu je axidlni valivé loZisko. Tento znémy piistroj
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8 elektrickym indikdtorem deformaeci mé sice vysokou citlivost, aviek p#i mZtfen{ velmi jem-

nyeh deformec{ vzorku jsou vysledky mébenf zatfZeny t¥¥ko definovatelngmi chybemi. Pfedev~
5fm proto, ¥e je citlivy i na malé zminy teploty, které vyvoldvejf rusivé teplotni dilate-
ce piistrojovych &dsti. Krom& toho je Feden tak, ¥e ani p¥i velmi piesné vyrobd nenf moZ-
no dosdhnout nezbytné p¥isné souososti pohyblivé a pevné &dsti elektrického indikétoru,
Daldim zdrojem chyb je , %e p¥i m&Peni je vértikélni poloha pevné &dsti indikdtoru fixovée
na tlekem priZiny ne p#irubu indikétorového pouzdra, kterd se opiré o axidlnf kulidkové
loZisko mikrometrické matice. Jemné nepresnosti zévitového spojeni kulilkového lo¥iska a
prufinovych Zel vedou i p¥i mirném otdesu p¥istroje k nefddoucim jemnym posuvim pevné &ds-
ti indikétoru., A kone&n¥ dal3f t&%ko definovatelné chyby jsou vyvolény tim, Ze zkoudeny
vzorek nenf cely pono¥en do zkoudend 1lé4zn&, To mé za nésledek, Ze &¢4sti vzorku v nadhledi-
nové atmogféfe podléhé parazitnim teplotnim dilatacim vyvolenym mirnymi zm&nami teploty
této etmosféry. Proto je u dosavadniho pfisfroje omezena mo¥nost vyuZiti vysoké citlivosti

elektrického indikdtoru deformaci a pifstroj vyZsduje precné a Sasové néroZné temperovénit,

Tyto nedostatky odstrenuje zatfzenf pro m&ieni a registraci délkovych zmén podlouhlé-
ho vzorku pfi elektrochemickych d¥jfch, sestdvejfc{ z upfnactho rému(pro upnuti nehybného
konce m&Feného vzorku, z nepineciho ustrojf plsobiciho ne pohyblivy konec m¥iFeného wzorku
" konstentnim predp¥tim @ z hlevice s vestavinym elektrickym indikdtorem délkovych zmEn
vzorku, u n¥ho% pohyblivé &dst elektrického indikétoru je pripojena k matiei mikrometric-
kého 3roubu a mezi pevnou &dstf elektrického indikétoru a metict mikrometrického Sroubu
Jje exidlnd valivé'loZisko, JehoZ podstata spolivé v tom, %e k nosné &dsti zatfzent je v
mist& stredu dvojeivky elektrického indikdétoru umistino upevﬁovaéi zaffzen! této dvojeivky
& Ze mezi pevnym pouzdrem elektrického indikétoru a exidlnim lo¥iskem mikrometrické matice
Je vloZena nedleh&ovectf pru¥ina, p¥i&em? nosné Edsti i pohyblivé ¥4sti zeifizent predvdd &~
‘Jiel délkové zm¥ny vzorku na elektricky indikétor jsou zhotoveny z téhoZ materidlu s koefi-
cientem tepelné roztaZnosti od 1,107 do 5.10~° oc™!, Je v¥hodné, jestli%e stopks, ne nf%
Jje upevn&na pohyblivé ¥dst elektrieckého indikétoru, je zhotovena z taveného kiemene, nebot
tek nedochézf k neZédoucim exidlnim posuntm jédra vyvolenym teplotnimi diletacemi atopky.
Pro ochranu proti néhlym zm&ndm teploty a koroznimu bﬁsobeni obklopujici atmosféry je vy-
hodné, kdyZ je nosny stojen a cylindricky nosi¥ zaipfzeni opatien ochrannyﬁ krytem.

Zatizeni podle vyndlezu je ddle bliZe vysv&tleno ne popise pifkledu jeho provedeni
pomocl vykresu, kde na obr. 1 je pohled na celé dilatometrické zetizend, kde je jako elek=-
trického indikdtoru pouZito induk&nfho snime¥e, na obr. 2 prifez snimafovou hlevie! zarf-

zenf a na obr, 3 pri&ny Yez touto hlaviecf.

Zer{zen{ podle vyndlezu je sloZeno z upfnactho rému 2y 3, noanych ¥dstf 4, 5, 5 i
vnitfni pohyblivé Edsti 7, kterd je z&4sti zakreslena &drkovans., Presnou souosost zajiﬁiuf
Je cylindrické provedeni nosnych a pohyblivych téstl, a rudivy vliv kolfsénit teploty je
potleden tim, %¥e vdechny jsou zhotoveny ze stejného materiélu 8 nizkym koeficientem teplot=
ni rozteZnosti, nap¥., ze slitiny Invar. Kolfsdn{ teploty v ﬁrﬁbéhu mé¥ent vyvoldvd tudiZ
Jen melé délkové zm&ny nosnych 4, 5, 6 i pohyblivych Edstd 7, a pon&ved? je jejich funk&nf

délke pribliZn& stejndé, tyto dilatace se je¥t¥ navzdjem kompenzuji,
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Na obr. 2 je ve skutedné velikosti znézornéno Pedeni snimafové hlavice pristroje.

Dvojeivka 8 snimede je upevn¥na v pouzdru 9, které musi byt z nemegnetického materidlu,
nep¥., z mosezi. Pouzdro 9 se tudi¥ vyznaluje znainou teplotni roztaZnosti, K potladeni
jejiho rudivého vlivu je u piistroje podle vyndlezu vyredeno fixovéni vychozi vertikdlni
polohy dvojeivky 8 oproti nosné &dsti 4, to je stojenu, a to pomoc{ aretace. Refeni spo-
givé v tom, ¥e hornf &ést nosné &dsti 4 je upravena jeko kleStina 10, kterd umoZnuje sev-
Pen{ pouzdre 9, pomoci pru¥né svirky 11 e eretadnfho Sroubu 12. Pritom je svirka 11 situo-
vdne ve st¥edu dvojeivky 8 Snimaée. Sevienim svirky 11 vznikne pevné spojeni pouzdra 9

s nosnou ¥éstf 4 jen v mist¥ dvojeivky 8, zatimco doln{ i horni &4st pouzdra § mohou vol-
né dilatovat. Pro uvoln¥n{ mikrometrické matice 13 se toti} vyFadi z funkce cely mechenic-
k¥ prevod od nosné ¥4sti 6 pPes jeho zévitové spojeni s mikrometrickou matief 13, axidln
kulidkové lo¥isko 14 na snimadové pouzdro 9 nadlehovené pruZinou 13, a tim se eliminuji
ne¥édouc{ jemné posuvy dvojcivky 8, vyvoldvané dosud nedokonalost{ zdvitd a kuli&kového
lo%iska, jeko¥ i t&¥ko definovatelnymi teplotnimi dilatacemi celého systému i mosazného
pouzdra, Mikrometrickd metice zde tedy slouZi pouze k cejchovdni pii{stroje, resp. ke sta=
noven{ linedrniho rozmezi poufitého snimede, a krom¥ toho k pfesnému ustevenf vychozi nu-

lové polohy dvojcivky 8 snimade oproti jeho feritovému jédru 16,

Na hornim konci pohyblivé ¥4sti T p¥istroje je soustredn¥ upevnina stopka 17 nesou-
c{ feritové jédro 16 snimee. Z principidlnich dtvodd mus{ byt stopka 1J zhotovena rovn&Z
z nemegnetického meteridlu, podobn¥ jeko pouzdro snimale 9. Kovové nemagnetické materidly
se vesm&s vyzneduji znadnou te plotnf rozte¥nosti a pouZiti kovové stopky 17 feritového
jédra 16 mé za ndsledek neZédouci exidlni posuvy jédra 16, vyvolané teplotnimi diletacemi
stopky 17. Proto je podle vynélezu poufito jako stopky 17 broudeného véledku z taveného

kPemene, ktery mé jed3t¥ ni%¥f koeficient teplotni roztafnosti nef Invar,

Dosevedni chyby p¥i m&Feni, vyvolané nelplnym ponofenim upnutého vzorku ve zkoudené
14zni, jsou podle vynélezu potlaleny dokonalou izolact hornfho upinade 18. Spofivéd v tom,
%e kovovd &4st upinsde je upevnéna v soustPedném izola¥nim pouzdru a prostor mezi obdme
g4stmi je vypln¥n izols&ni hmotou, nepi. dentacrylem. Po upnuti vzorku pomoci svorky 2z
nerezavdjic{ oceli se tato nakonec odizoluje nasazenim teflonového krytu. Tento zplsob

umo¥nuje Uplné ponofeni vzorku i do silnd agresivnich lézni.

Vyvody dvojeivky 8 snimafe jsou spojeny pomoci ohebnych izolovanych vodidd 19 s kon-
takty konektoru 20, upevn¥ného na cylindrickém nosiéi 5. Aby byly eliminovdny chyby vyvo-
lené ndhlymi zm&nami teploty laboratorni nebo provozni atmosféry, Je horni &4st piistroje
podle vyndlezu chrénéha krytem 22, zhotovenym z prdhledného materidlu, napi. z plexiskla,
Kryt 22 se na ptistroj nasazuje bezprost¥ednd pred vlastnim m&Fenim a slouZ{ jako tepelnd
izolace pristrojovych &dsti i jeko jejich ochrena proti pisobeni obklopujici atmosféry,
ktéré je ve v¥t3in¥ pifpedd agresivni.

Upinac{ rém, sestdvejfci z dolntho upinale 2 a zév&snych ty¥f 3, je Felen snedno vy-
m&nitelny, pri¥em¥ meteridl zévdsnfch tyd{ 3, izolovangch teflonovymi trubkami se vold
podle uY¥elu m¥Fenf, P¥i b&¥ném m&fenim zejméne provozn&-kontrolnim, jsou zdv&sné tyte 3
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zhotoveny ze stejného materidlu jeko zkoudeny vzorek 4, a v tomto piipadd lze zanedbat ko~

11sdnf teploty zkouSené 1lézn&, pon¥vad? rulivé teplotni diletace vzorku 1 a zévsnych ty&i
3 se vzéjemnd kompenzuji. PFi presnych m&Fenich jsou upinaci tyle 3 z materidlu o nizkém
koeficientu teplotni rozteZnosti; v tomto pifipad® se v prib&hu vlastniho mifeni sleduje
teplota zkouSené 14zné& a p¥i hodnoceni vysledkd.se provede korekce se zietelem na rozdile-

nou teplotni rozta¥nost vzorku 1 a zdvésnych ty&{i 3.

Posledni podminkou pro eliminovédni dossvednich chyb p¥i m&Feni je piisnd sou stiedné
piipevn&ni jédra 16 na jeho stopku 17 z teveného kiemene. U piistroje podle vyndlezu je
k tomu d¥elu pou¥ito jednoduchého montédZniho pfipravku, ktery neni ne vykrese zakreslen,
jen¥ umoZniuje presnd soustPedné prilepeni daného feritového jédra 16 na stopku 17 z tave-
ného kiemene, a to piimo v daném piistroji. Lepeni se provddil pfed sestavenim horni &dsti
pifstroje a pred upevnénim dvojeivky 8 snimele ve vanitinim otvoru pouzdra 9. MontéZni
pi{pravek je v podstat& pistek, jehoZ vn&js{ prim#r se shoduje s vrténim pouzdra 9. V dol=-
nim &ele pistku je vysoustruZen slepy otvor, jehoZ prim&r je shodny s prim&rem feritového
Jédre 16. Hloubka otvoru je tekcvéd, aby po zaesunuti jddra 16 do otvoru vydnivelo jddro 16
@si o 1 mm ned &elo pistku. Do hornfho &ela pistku je ve3roubovén Broudb, ktery volnd pro-
chéz{ hornim otvorem pouzdra 9. Postupuje se tek, Ze se na horni %elo stopky 17 a na pred-
nivejicf &elni ploBku jédra 16 zesunutého do pistku nanese tenky film lepidla, pistek s
jédrem 16 se vtéhne do pouzdra 3 a pouzdro s pistkem se opatrn¥d zasune do vrténi kledtiny
10, a% soustlPedn& situovaené jédro 16 dosedne na stopku 17. Po dikladném zatvrdnut{ lepi-

dla se pouzdro 9 i s pistkem opatrn& vyjme.

Zarizeni pro vyvozeni poddteiniho pomocného piedp&ti pdskového nebo drdtového vzorka
1 Je podobné jeko u dosud znémého pristroje. Pro piehlednost je na obr. 1 zakreslena pou=
ze pledpinaci matice 23 a &drkovand pohyblivd &dst 7 tvolend vodfcim pistem s pistnf tylf,
Také zde se nejprve nestavi velikost piedp&t{ pomoef predpinaci matice 23, kterd stladu-
je cejchovanou tla&nou prﬁéinu umist&nou pod vodicim pistem., Potom se soustiedn& upne
pdskovy nebo drdtovy vzorek 1 mezi horni upinel 18 a dolnf upina& 2 a po uvolnZni metice

23 je p¥istroj pripraven k m&¥ent.

Zet{zent podle‘vynélezu pracuje takto

Pfed vlestnim m&Ffenim se provede temperovéni piistroje na teplotu zkousSeného prostiedf,
nept, gelvenické 14zn¥, Podle druhu l4zn¥ se pou¥ije bud temperovdni mimo lézeﬁ, nebovpfi-
mo v lézni, pri¥em? Jje v lééni pono¥en cely upnuty vzore 1. V¥stup 21 se piipoji ne zesi=-
lovel prescujfct s nosnou frekvenc{ 5 aZ 8 kHz, na jehoZ v¥stup se pfipojf m&fic{ nebo re=
gistraéni zerizeni, napi. &s, soudadnicovy zapisoved BAK-4T. Otd¥enim mikrometrické mati-
ce 13 se ustavi nulovéd poloha dvojeivky 8 snima&e oproti jeho mikroempérmetru, Dokonalého
vytemperovdni pristroje je dosaZenc, kdy? se tato poloha ustdlf i p#i pPepnutf zesilovade
ns nejvy$8{ eitlivost, Potom se vyvaZ{ impedendni mistek zesilovade, efetaénim Zroubenm 12
se zafixuje poloha dvojeivky 8 snimale, uvolni se mikrometrické metice 13 a nassdi se
izoleZni kryt 22. Tim je celé zaXfzeni plipraveno k eutomatické registraci Zasového pri--

b&hu deformaci vzorku,
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Vysokd citlivost a stabilita m&Peni pFistrojem podle vyndlezu rozdifuje moZnosti

jeho vyuzit{. P¥istroje lze pouzfit k m&fen{ vnit#niho pnut{ vSech druni galvenickyech po-
vlekd v prib¥hu jejich vyludovéni ne rizné zékladni materidly, a to nejen povlskl b&Znych
a velkych tlou3t&k, ele i velmi tenkych povlekd pod 1 /Ume VyuZitelnost stroje se roz3i-
fuje i ne m3%enf vnit¥nfho pnutfi kysliinfkovych povlekl, vytvédfenych napf. p¥i elektroly-
tické oxideei hlinfku a jeho slitin. Prekticky vyznemnd moZnost pribéZného m&Peni vnitr-
niho pnuti, resp. objemovych zmdn gelvenickych, kysliénfkovych i orgenickych povlieki,
jeko¥ i objemovyeh zmdn riznycl materidld, které probfhejf b&hem jejich stérnuti. Oblast
vyu¥it{ piistroje podle vyndlezu se ddle roziifuje o prib&Zné m&Feni intenzity nevodiko-
vén{ kovd, probthejicim predeviim pii upravarenskych procesech, nep¥. pfi moreni, katodie-
kém odmasfovéni, dekabovéni, i p¥*i vlastnim vytvédreni povlekld, jekoZ i o m&Peni desorpce
vodiku z navod{koveného kovu b&hem odvodikovacich procesi, resp., v prib&hu stérnuti.

V technické prexi je tedy pPistroj piimo vyuZitelny pro provozni kontrolu m&ricich,
odmasfovecich, dekaspovacfch & galvanickych léznf, a to bezprostiedn& po jejich piipravé
i v pribdhu jejich provozniho stérnuti; je teké vyznemny pro zjis¥ovéni pPL&in vytvdiens
defektnich povlakd a pro stanoveni nejvy3e pPfipustného vnit¥niho pnut{ povlekl v jednotli-
vych konkrétinich pripedech.

V oblasti vyzkumu je nezbytny pro formulsci novjech typld 1ézn{, zejména se zietelem
na ov&fovéni vlivu funkénich pifsed a nedistot, i vlivu precovnich podminek, Kromé& toho
vyznemné roz$iuje dosavedni vyzkumnou metodiku, zsm&fenou na prohlubovéni poznatkl o
mechenismu vzniku vnit®nfho mechanického napdt{ povlakd a povrchovych oblasti{ pokovenych
a{18, o d&jfch probfhajicfch v poldteénim stediu vytvéieni povlsekd, o chovédni vodiku v
kovech, o mechanismu vodfkového krehnutf kovd, o plsobeni rdznych inhibitord e promotord
vod{kovéni, o vlivu galvanického pokovovéni na mechenické vlestnosti pokovenych d{l4 atd.
Pondvad? je pristroj podle vyndlezu v soudesné dobé& Bpidkovym pristrojem tohoto druhu,
projevi se jeho dal¥f aplikedni moZnosti po jeho roz¥i{fenf na riznd vyrobni a vyzkumnd

pracovisté,

pREDMET VYINALEZ U

- 1. Zati{zeni pro méfenf a registraci délkovych zm&n podlouhlého vzorku pfi elektroche-
mickfch d&jich, sestévajfed z upfnacfho rému pro upnuti nehybného konce méfeného
vzorku, z napinactho Ustroji plsobictiho ne pohyblivy konec m&feného vzorku konstan-
tnfm p¥edpdtim a z hlavice & vestavinym elektrickym indikétorem délkovych imén vZOor-
ku, u ndho% pohyblivd &dst elektrického indikétoru je pripojene k matici mikrometric-
kého Sroubu 8 mezi pevnou ¥4sti elektrického indikdtoru a matici mikrometrického
Sroubu je axidlnf valivé loZisko, vyznalujfci se tim, ¥e k nosné &désti /4/ zaiizeni
je v miat¥ atiedu dvojeivky /8/ :elektrického indikétoru umfstdno upevnovaci zabizeni
/10, 11, 12/ této dvojeivky /8/, & %e mezi pevanym pouzdrem /9/ elektrického indiké~

toru e axidlnim lofiskem /14/ mikrometrické matice /13/ je vloZena nadlehlovaci pru-
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3.

¥ina /15/, pPidem’ nosné &d4sti /4, 5, 6/ i pohyblivé ddati /7/ zefizeni pro plevéds-
ni délkové zmdny vzorku /1/ na elektricky indikdtor jsou zhotoveny z tého¥ materid=

lu s koeficientem tepelné rozteinosti od 1,10™7 do 5.10~% °¢-1,

Zer{zeni podle bodu 1, vyzneiujici se tim, ¥e elektricky indikdtor mé pohyblivou

g4ast /16/ upevnénou na stopce /17/ z taveného kiemene,

Zef{zen{ podle bodd 1 a 2, vyvnadujici se tim, ¥e nosn} stojan /4/ & cylindricky
nosid /5/ jsou opetieny ochrannym krytem,

3 vikresy
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Obr. 3
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Obr. 1
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